EESTI STANDARD | EVS-EN 60512-2-3:2003

3.

®
e

Q

Connectors electronic equipment Tests and
measuremen Part 2-3: Electrical continuity and
contact resista@gests Test 2c: Contact resistance
variation

EESTI STANDARDIKESKUS EY/§

ESTONIAN CENTRE FOR STANDARDISATION




EESTI STANDARDI EESSONA NATIONAL FOREWORD

L\

Kées%esﬁ standard EVS-EN 60512-2- This Estonian standard EVS-EN 60512-2-3:2003
3:2008 siséldab Euroopa standardi EN 60512- | consists of the English text of the European
2-3:2002 ingliskeelset teksti. standard EN 60512-2-3:2002.

Standard o&nnitatud Eesti Standardikeskuse | This standard is ratified with the order of

15.01.2003 kaygaja joustub sellekohase | Estonian Centre for Standardisation dated

teate avaldami S Teatajas. 15.01.2003 and is endorsed with the notification
O published in the official bulletin of the Estonian

national standardisation organisation.
Euroopa standardimis? jsatsioonide poolt Date of Availability of the European standard text
rahvuslikele likmetele E a standardi teksti | 12.04.2002.
kattesaadavaks tegemise @ev on
12.04.2002.

>,

Standard on kéattesaadav Eesti The standard is available from Estonian
standardiorganisatsioonist. ( o standardisation organisation.

U'

ICS 31.220.10 /®

Standardite reprodutseerimis- ja levitamisdigus kuulub Eesti Standardikeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonilisse siisteemi vdi edastamine Ukskdik millises vormi
millisel teel on keelatud ilma Eesti Standardikeskuse poolt antud kirjaliku loata.

Kui Teil on kusimusi standardite autorikaitse kohta, palun votke Uhendust Eesti Standardikeskusega:
Aru 10 Tallinn 10317 Eesti; www.evs.ee; Telefon: 605 5050; E-post: info@evs.ee
Right to reproduce and distribute Estonian Standards belongs to the Estonian Centre for Standardisation

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including
photocopying, without permission in writing from Estonian Centre for Standardisation.

If you have any questions about standards copyright, please contact Estonian Centre for Standardisation:
Aru str 10 Tallinn 10317 Estonia; www.evs.ee; Phone: +372 605 5050; E-mail: info@evs.ee




EUROPEAN STANDARD EN 60512-2-3
NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM April 2002

g 4
|CS;§0.10
*

7
(p English version

Oé Connectors for electronic equipment —
O Tests and measurements
Part éﬂ Electrical continuity and contact resistance tests —
z Test 2c: Contact resistance variation
(IEC 60512-2-3:2002)

Connecteurs pour équipefents Steckverbinder flr elektronische
électroniques — @ Einrichtungen —
Essais et mesures Mess- und Prufverfahren
Partie 2-3: Essais de continuité @trique Teil 2-3: Prufungen des elektrischen
et de résistance de contact — Durchgangs und Durchgangswiderstands -
Essai 2c: Variation de la résistanceo Prufung 2c: Schwankung des
de contact e Durchgangswiderstands
(CEIl 60512-2-3:2002) QL (IEC 60512-2-3:2002)
*

4

This European Standard was approved by CENE%@ 2002-04-01. CENELEC members are bound to
comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations*Which stipulate the conditions for giving this European
Standard the status of a national standard without any alt n.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning national standards may be obtained on
application to the Central Secretariat or to any CENELEC me

language made by translation under the responsibility of a CEN ember into its own language and

This European Standard exists in three official versions (Englis @‘ German). A version in any other
notified to the Central Secretariat has the same status as the official

CENELEC members are the national electrotechnical committees O;E ia, Belgium, Czech Republic,
Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, ltaly, bourg, Malta, Netherlands,

Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom. O

CENELEC &
European Committee for Electrotechnical Standardization L

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europaisches Komitee fur Elektrotechnische Normung 0

Central Secretariat: rue de Stassart 35, B - 1050 Brussels

© 2002 CENELEC - All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC members.

Ref. No. EN 60512-2-3:2002 E



EN 60512-2-3:2002 -2-

Foreword

'é%xt of document 48B/1131/FDIS, future edition 1 of IEC 60512-2-3, prepared by SC 48B,
negtors, of IEC TC 48, Electromechanical components and mechanical structures for electronic
equi nt, was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and was approved by CENELEC as
EN 6 -2-3 on 2002-04-01.

The fOHOWiw% were fixed:

— latest date hich the EN has to be implemented
at national y publication of an identical
national stan r by endorsement (dop) 2003-01-01

e national standards conflicting
ithdrawn (dow) 2005-04-01

— latest date by w
with the EN have {o

Annexes designated "nor| " are part of the body of the standard.
In this standard, annex ZA i$'n tive.
Annex ZA has been added b EI;EC.

I%oEsement notice
The text of the International Standard | 512-2-3:2002 was approved by CENELEC as a
European Standard without any modification.
..
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Annex ZA
(normative)

)\ Normative references to international publications
/o with their corresponding European publications

This Esgpean Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other
publicationQese normative references are cited at the appropriate places in the text and the
publications isted hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any
of these publi@ns apply to this European Standard only when incorporated in it by amendment or
revision. For undated references the latest edition of the publication referred to applies (including
amendments).

NOTE  When an internat'@ublication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the relevant

EN/HD applies. ®

Publication Year ?@ EN/HD Year
IEC 60512-2-1 -1 ectors for electronic equipment - EN 60512-2-1 2002 2)
Test?,aﬁd measurements

Par Electrical continuity and

contatt’resistance tests - Test 2a:

Contact tance - Millivolt level

method

1) Undated reference.

2) valid edition at date of issue.
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Nu otation des publications

Depui 1er janvier 1997, les publications de la CEI
sont'nupteretées a partir de 60000. Ainsi, la CEIl 34-1
devie 1 60034-1.

Editions c&lidées
Les versions ¢ r@ées de certaines publications de la

CEl incorporant endements sont disponibles. Par
exemple, les numén®s diédition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent

respectivement la pUbligdtion de base, la publication de
base incorporant I'ameén ent 1, et la publication de
base incorporant les a ?nts 1et2.
Informations supplé @ires
sur les publications de |

Le contenu technique des publi Wde la CEI est
constamment revu par la CEIl afi u

qu'il, teflete I'état
actuel de la technique. Des renseig Sws relatifs a
&
ions

cette publication, y compris sa valid ont dispo-
nibles dans le Catalogue des publicat de la CEI

(voir ci-dessous) en plus des nouvell itions,
amendements et corrigenda. Des informati sur les
sujets a I'étude et 'avancement des travaux entrgpris
par le comité d’études qui a élaboré cette pun,

ainsi que la liste des publications parues, %

également disponibles par I'intermédiaire de: ®

e Site web de la CEl (www.iec.ch)
. Catalogue des publications de la CEI

Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI
(www.iec.ch/catlg-f.htm) vous permet de faire des
recherches en utilisant de nombreux critéres,
comprenant des recherches textuelles, par comité
d’études ou date de publication. Des informations
en ligne sont également disponibles sur les
nouvelles publications, les publications rempla-
cées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.

e |EC Just Published

Ce résumé des dernieres publications parues
(www.iec.ch/JP.htm) est aussi disponible par
courrier électronique. Veuillez prendre contact
avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus
d’informations.

. Service clients

Si vous avez des questions au sujet de cette
publication ou avez besoin de renseignements
supplémentaires, prenez contact avec le Service
clients:

Email: custserv@iec.ch
Tél: +41 22919 02 11

Fax: +4122919 03 00

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series. For
example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its
publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1
and 1.2 refer, respectively, to the base publication,
the base publication incorporating amendment 1 and
the base publication incorporating amendments 1
and 2.

Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept
under constant review by the IEC, thus ensuring that
the content reflects current technology. Information
relating to this publication, including its validity, is
available in the IEC Catalogue of publications
(see below) in addition to new editions, amendments
and corrigenda. Information on the subjects under
consideration and work in progress undertaken by the
technical committee which has prepared this
publication, as well as the list of publications issued,
is also available from the following:

., IEC Web Site (www.iec.ch)

/. Catalogue of IEC publications
®The on-line catalogue on the IEC web site

ww.iec.ch/catlg-e.htm) enables you to search
a variety of criteria including text searches,
echnical committees and date of publication. On-

lin formation is also available on recently
i blications, withdrawn and replaced
i

u
p (@'\S, as well as corrigenda.

. IEC Just ished
This sum f recently issued publications

is also available by email.
ustomer Service Centre (see

”ation.

. Customer Service

Please contact
below) for furthe

If you have any ons regarding this
publication or need further sistance, please
contact the Customer Servi ntre:

VA

Email: custserv@iec.ch
Tel: +41 22919 02 11

Fax: +41 22919 03 00
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

) CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
6 . ESSAIS ET MESURES -
7

Par@-B: Essais de continuité électrique et de résistance de contact —
O Essai 2c: Variation de la résistance de contact

1) La CEl (Commi@

composée de l'ens

AVANT-PROPOS

Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEl a
coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
ﬁe I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes
t

domaines de I'électrici
internationales. Leur éla
intéressé par le sujet
gouvernementales, en liais
avec I'Organisation Internati
deux organisations.

on est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national

ut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non

n ;Ia CEl, participent également aux travaux. La CEIl collabore étroitement
d

e Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les
.

2) Les décisions ou accords officiels xPCEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord internation ur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’étades.

3) Les documents produits se présenten s la forme de recommandations internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques, ports techniques ou guides et agréés comme tels par les
Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager I'unification internatim les Comités nationaux de la CEI s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure possi@/es Normes internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence en norme de la CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs dzﬂcette derniére.

5) La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le marq omme indication d’approbation et sa responsabilité
n’'est pas engagée quand un matériel est déclaré confo ‘une de ses normes.

6) L’attention est attirée sur le fait que certains des élémen la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits ogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour

responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété e::e ne pas avoir signalé leur existence

La Norme internationale CEl 60512-2-3 a été établie
comité d'études 48 de la CEl: Composants électromécan
équipements électroniques.

us-comité 48B: Connecteurs, du
& et structures mécaniques pour

Cette norme annule et remplace l'essai 2c de la CEl 6051Q/gparue en 1985, dont elle
constitue une révision technique. ;
Le texte de cette norme est issu des documents suivants: /
FDIS Rapport de vote O
48B/1131/FDIS 48B/1182/RVD 5

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information&é\?a vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3. z

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007. @
date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

) CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -
6 " TESTS AND MEASUREMENTS -

7
&art 2-3: Electrical continuity and contact resistance tests —

O, Test 2c: Contact resistance variation

9 FOREWORD

1) The IEC (Internati ctrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotec | committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operatiopfon all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in additio @ther activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical ¢ iitees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparat(@mrk. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also particip (this preparation. The IEC collaborates closely with the International
Organization for Standardizatign (ISQ) in accordance with conditions determined by agreement between the
two organizations.

2) The formal decisions or agreeme@f the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the_relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committee?

r

3) The documents produced have the form ecgmmendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, tec | reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense.

Standards transparently to the maximum ext ssible in their national and regional standards. Any

4) In order to promote international unification, Ii@ational Committees undertake to apply IEC International
divergence between the IEC Standard and the corgésponding national or regional standard shall be clearly

indicated in the latter. /‘

5) The IEC provides no marking procedure to indicate it roval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its st ds.

6) Attention is drawn to the possibility that some of the eleme this International Standard may be the subject

of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60512-2-3 has been prep subcommittee 48B: Connectors,
of IEC technical committee 48: Electromechanical comp and mechanical structures for
electronic equipment. 6

This standard cancels and replaces test 2c of IEC 60512-2, is@\in 1985, and constitutes a
technical revision.

The text of this standard is based on the following documents: ;‘/

FDIS Report on voting O
48B/1131/FDIS 48B/1182/RVD 6

Full information on the voting for the approval of this standard can be founc)#me report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3. L

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchange@l
2007. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
+ amended.



—4 - 60512-2-3 O CEI:2002

CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
ESSAIS ET MESURES -

artie 2-3: Essais de continuité électrique et de résistance de contact —

" Essai 2c: Variation de la résistance de contact

¢
)
1 Géné?é

1.1 Domaine%plication et objet

La présente partie de El 60512 est utilisée, lorsque la spécification particuliere le prescrit,
pour essayer des C sants électromécaniques du domaine d'application du comité
d'études 48 de la CE t essai peut aussi étre effectué sur des dispositifs similaires,
lorsqu'une spécification paftiguliere le prescrit.

L'objet de cet essai est d<;éﬂnir une méthode d'essai normalisée pour déterminer la
variation de la résistance de ¢ t des composants électromécaniques, dans des conditions
dynamiques prescrites. Il convient que cet essai ne soit effectué que sur des composants
dont la résistance de contact est m@ée par l'essai 2a.

1.2 Références normatives 0

7

Les documents normatifs suivants contienm des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des disposition bles pour la présente partie de la CEl 60512.
Pour les références datées, les amendemen érieurs ou les révisions de ces publications
ne s’appliquent pas. Toutefois, les parties p tes aux accords fondés sur la présente
partie de la CEIl 60512 sont invitées a recherc possibilité d'appliquer les éditions les
plus récentes des documents normatifs indiqués cét‘;s. Pour les références non datées, la
derniére édition du document normatif en référence&sapplique. Les membres de la CEIl et de
I''SO possedent le registre des Normes internationale@igueur.

Partie 2-1: Essais de continuité électrique et de résistance ontact — Essai 2a: Résistance
de contact — Méthode du niveau des millivolts @

%

La variation de la résistance de contact doit étre déterminée a l'aide d'u%ar'pil montrant la

CEl 60512-2-1: Connecteurs pour équipements élec@igues — Essais et mesures —

2 Préparations

21 Moyens (équipements)

chute de tension mesurée aux points prescrits dans la spécification particuli¢

Cet appareil doit étre adapté au niveau de I'exigence en bande passante em(é’uence et en

sensibilité selon les prescriptions de la spécification particuliére, tel qu’un oscillos ou un
enregistreur pour des phénoménes transitoires de faible a haute rapidité.
NOTE Une bande passante en fréquence, du courant continu a 20 kHz, et une sensibilité de 50 p r

ne
variation de résistance de contact de 1 mQ conviennent dans la plupart des cas. &



60512-2-3 0 IEC:2002 -5-

CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -
TESTS AND MEASUREMENTS -

)\ Part 2-3: Electrical continuity and contact resistance tests —
6 Test 2c: Contact resistance variation

1.1  Scope a@bject

This part of |E 12, when required by the detail specification, is used for testing
electromechanical nents within the scope of IEC technical committee 48. This test may
also be used for simila §vices when specified in a detail specification.

The object of this test is to?ine a standard test method to determine the variation of contact
resistance of electromechahj components under specified dynamic conditions. This test
should be carried out only nymponents the contact resistance of which is measured by

test 2a. @

1.2 Normative references @

constitute provisions of this part C 60512. For dated references, subsequent
amendments to, or revisions of, any of publications do not apply. However, parties to
agreements based on this part of IEC 60 e encouraged to investigate the possibility of
applying the most recent editions of the nor ive documents indicated below. For undated
references, the latest edition of the normative 9( ment referred to applies. Members of IEC
and ISO maintain registers of currently valid Int i;nal Standards.

The following normative documents @provisions which, through reference in this text,

IEC 60512-2-1: Connectors for electronic equipment sts and measurements — Part 2-1: Elec-
trical continuity and contact resistance tests — Test@ontact resistance — Millivolt level

method ®
O@

A





